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Informativais zinojums par ERAF projekta No. 1.1.1.1/20/A/109 “Planara lauka
emisijas mikrotriodes struktiira” paveikto laika posma 31.05.2022. - 30.06.2022.

1. Turpinata projekta 2. aktivitates “Mikrotriodes struktiiras izgatavo$ana” Tsteno$ana, kuras
ietvaros péc partnera “ALFA RPAR” tehnologijas turpinats gatavot mikrotriodes struktiiras
jauno versiju un montét testa mikrotriodes prototipus. Aktivitates ietvaros izgatavoti
atsevisko plaksnu paraugi ar uzklatiem nanoslaniem un turpinata $o slanu Ipasibu izpéte.

Ir uzkonstruéta un izveidota mikrotriodes uzlabota struktiira — attéls zemak:

500nm

1.att. Uzlabota mikrotriodes struktira

2. Turpinata projekta 3.aktivitates “Mikrotriodes struktiiras raksturoSana” TstenoSana.
Aktivitates ietvaros turpinata iesakta pavado$o paraugu raksturoSana. Veikti sken&josas
elektronu mikroskopijas (SEM) un rentgenstaru energijas dispersijas spektrometrijas
mérijumi un turpinati fotoelektronu emisijas mérijumi no mikrotriodes struktiiras pavados$o
paraugu elektronu emitgjosiem SiO2, SizsN4, Si, nanoslaniem ar mérki noveértét so slanu
fotoelektronu izejas darbu un $o slanu termostabilitati

Uzsakta nanoslanu kimisko saiSu sastava salidzinasana pirms un péc fotoelektronu emisijas un

eksoemisijas mérijumiem. Silicija (Si) Furjé transformaciju infrasarkanajos (FTIR) spektros

pirms un p&c emisijas (2.att.) novéro asimetrisku signalu ap 520 cm™, kas attiecinams uz Si-Si
saiSu svarstibam kristalrezg1. Lidz ar to secinats, ka Si kimiskas saites ir stabilas un turpinati

SiO2, SisN4, W un WB; slanu pétijumi.
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2.att.: FTIR spektri: Si, Si péc fotoelektronu emisijas un Si péc eksoemisijas

Turpinati slanu raksturoSanas petijumi:

1. mikrotriodes satelitparaugu nanoslanu SiOz, SisN4, Si un W, WB2 nanoslanu virsmas
morfologijas analize, izmantojot atomsp&ku mikroskopiju (AFM),

2. mikrotriodes struktiiras pavadoSo paraugu nanoslanu SiO2, SisNs, Si un nanoslanu W,
WB: virsmas ladina novértésana, izmantojot Kelvina zondes mikroskopiju (KFM),

3. rentgenstaru fotoelektronu spektrometrijas (XPS) mé&rijumi no mikrotriodes struktiiras

pavadoSo paraugu elektronu emitgjoSiem WB2 nanoslaniem uz SiO2 pamatném,

XPS mérijumi no W nanoslaniem uz Si un SiO; pamatném,

5. lauka emisijas stravas mérijumi testa mikrotriodes struktiiram un pielagota to meriSanas
metodika.
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